
大気中光電子収量分光装置
-ACシリーズ-

Photoemission Yield Spectroscopy in Air（PYSA）

オプション

Model : 

FAC-2
フェルミ準位測定器
Fermi Level Analyzer
【原理名】
ケルビンプローブ（Kelv in  Probe）
PAT.  No .  3419662

M210‐18022

A C - 5 , A C - 3 , A C - 2で
使用可能です



・主な測定対象
有機半導体材料、有機 E L 材 料、電極材料、
半導体材料、鉄鋼材料、電池材料等

・主な用途
フェルミ準位の測定、仕事関数の測定、
酸化状態の測定、表面吸着分子の測定、 汚染の測定等

フェルミ準位測定器 Model : FAC-2
Fermi Level Analyzer

装置概要
フェルミ準位の測定には、
ACシリーズが必要です。
プローブに取り付けられた振動電極と、

グランド電極により設置されたサンプル
との間に生じた接触電位差を測定します。
A C シリーズを用いて測定された、基準

サンプルのフェルミ準位により装置を構
成し、サンプルのフェルミ準位のエネル
ギーを測定します。

プローブ 電位差計

主な特長
A C シ リ ー ズ では測定できなかった半導体サンプ ルのフェルミ準位も、大気中にて測定
する事が可能です。

測 定が短時 間のため 、成膜直 後の金属 表面の変 化など、 経時的な 測定に適 していま す。

電極ーサンプル間距離の微調整が不要で、 サンプルのセットが簡単です。

主な測定対象と用途

仕様
測定方式 ケルビン法
測定部形状 Φ10㎜
測定エネルギー範囲 3.4～6.2eV（仕事関数5.0eVの基準サンプルで校正した場合）
測定時間、繰返し再現性 10秒以下、±0.02eV以下
使用温湿度範囲 10～35℃、20～60％RH
電源 AC100V  50/60Hz

寸法 約235（W）×330（H）×408（D）mm
（標準寸法。HおよびDは顕微鏡位置により変動します。）

質量 約12㎏

サンプルステージ

Zステージ

グランド電極

振動電極
サンプル

顕微鏡

【原理名】
ケルビンプローブとは？
ケルビンプローブ（Ke l v i n  

P r o b e）とは、接触電位差を測定
する装置です。
絶対温度で有名なケルビン卿

（本名：ウィリアム トムソン）
が提案しました。
接触電位差から仕事関数を求め

る方法をケルビン法と呼びます。


